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干渉計は波の位相を計測する目的で、様々な形態において広く活用されていることは言うまで

もない。横関が発明した Talbot 干渉計[1]は透過格子を光軸に沿って並べた構成を持ち、数ある干

渉計のなかででも比較的簡便に使用できるという特徴がある。干渉計の名称は、William Henry Fox 

Talbot が 1836 年に報告した光学的効果[2]、すなわち、格子を透過した可干渉光が一定距離下流で

格子像を形成する self-imaging 効果（Talbot 効果）に由来する。 

Talbot 干渉計は可視光領域でいくつかの用途に活用されたが[3]、百生は、これが硬Ｘ線領域で

極めて相性の良い技術であることを見出し、それをＸ線位相イメージングに利用したことで新た

な注目を集めた[4]。高分子材料や生体軟組織などの撮影では、従来のＸ線画像で十分なコントラ

ストが得られないという問題があるが、Ｘ線位相イメージングはこの欠点を大いに緩和する。硬

Ｘ線領域では、Ｘ線レンズやＸ線ミラーの作製と使用が限定的であるため、透過格子のみで機能

する Talbot 干渉計が効果的に活用できた。高アスペクト比構造を持つＸ線格子製作の技術的課題

はあったが、縞走査法やフーリエ変換法による位相の定量計測、さらには、Ｘ線断層撮影法との

融合によるＸ線位相ＣＴの実現にもつながった。位相と同時計測可能な散乱に依存するコントラ

ストも注目されている[5,6]。当初、シンクロトロン放射光を用いた研究が先行したが、Talbot 干

渉計の発展形であるＸ線 Talbot-Lau 干渉計[7]であれば、一般的に使われているＸ線管がそのまま

使えるため、Ｘ線医用画像診断や非破壊検査への実用化も期待されている[8]。 
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